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Measurement principle : RetardationMeasurement principle : Retardation
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Measurement principle : Measurement principle : 측정측정

• sample을 돌려가면서 투과도 측정.
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Measurement principle : Retardation Measurement principle : Retardation 결정결정

• 를 알면 투과도의 최대/최소값을 결정할 수 있다.
단점, 1.    이 온도에 따라 변한다.

2. 최대/최소값을 정확하게 결정하기 어렵다.
=> 측정은 단순하나 오차가 크다.
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System Block DiagramSystem Block Diagram
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Sample : Alignment layerSample : Alignment layer
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